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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposdb badania kompatybilnosci warstw grubych, w szczegdlnosci
z podtozem, znajdujacy zastosowanie podczas wytwarzania rezystoréw, elementéw dielektrycznych,
przewodzacych warstw grubych, elementow piezoelektrycznych stosowanych, w szczegdlnosci
w uktadach elektronicznych, czujnikach, aktuatorach, reaktorach i mikrosystemach.

Znany ze stosowania sposob oceny kompatybilnosci miedzy warstwami polega na obserwac;ji
za pomocg elektronowego mikroskopu skaningowego granicy przetomu struktury wykonanej z réznych
materiatéw, albo obserwacji przy uzyciu tomografu rentgenowskiego catej struktury wykonanej z r6z-
nych materiatobw. Kompatybilnos¢ sprawdza sie rowniez poprzez pomiar sit adhezji miedzy materiata-
mi, oraz na podstawie analizy stabilnosci dlugoterminowej potaczonych materiatéow.

Sposéb mierzenia przyczepnosci powltok do podioza, w szczegdlnosci powtok galwanicznych
znany z polskiego opisu patentowego nr 51882, polega na tym, ze na przygotowang probke cylin-
dryczng z materialu podioza naktada sie od czota powtoke o grubosci zaleznej od rodzaju powtoki
i 0 $rednicy wiekszej od srednicy przekroju prébki, po czym mocuje sie ja odpowiednio w uchwytach
zrywarki i okresla sie site potrzebng do oderwania powtoki oraz przyczepnos$é powioki do poditoza
w kg/cm?, przy czym powierzchnia w cm? wynika ze $rednicy probki.

Sposo6b badania przyczepnosci warstwy wierzchniej do podtoza znany z polskiego opisu pa-
tentowego nr 195424, polega na tym, ze w napawanej probce materiatu podtoza wykonuje sie
otwor $rednicy zaleznej od rodzaju technologii napawania lub natryskiwania cieplnego, w ktory
wstawia sie kotek wykonany z tego samego materiatu jak badany materiat podtoza, o srednicy
zewnetrznej rownej srednicy otworu i dtugosci pozwalajacej, na zamocowanie kotka w uchwycie
maszyny wytrzymatosciowej, przy czym powierzchnia czotowa kotka pokrywa¢ musi sie z po-
wierzchnig prébki, a po napawaniu lub natryskiwaniu cieplnym warstwy wierzchniej na prébke
podtoza mocuje sie napawang lub natryskang probke z kotkiem w przyrzadzie maszyny wytrzyma-
tosciowej i prowadzi prébe odrywania kotka od napawanej lub natryskanej warstwy wierzchniej,
rejestrujac wielkos¢ sity niszczacej potaczenie.

Sposdb i uktad do badania przyczepnosci materiatéw do podtoza znany z polskiego opisu pa-
tentowego nr 202543, charakteryzuje sie tym, ze fale akustyczng ze Zrédta fali akustycznej kieruje sie
na powierzchnie badanego materiatu. Réwnoczesnie na powierzchnie tego materiatu kieruje sie ze
zrodfa Swiatta skupiong wigzke swiatta i za pomoca detektora potozenia wykrywa sie zmiany miejsca
potozenia odbitej wigzki Swiatta proporcjonalnie do amplitudy drgan powierzchni badanego materiatu
nad wystepujacym rozwarstwieniem wewnatrz badanego materiatu albo nad rozwarstwieniem bada-
nego materiatu i podioza. Uzyskany elektryczny sygnat pomiarowy przetwarza sie na sygnat cyfrowy
i przesyta sie do komputera, w ktérym przesytany sygnat poddaje sie obrébce polegajacej na trans-
formowaniu przebiegu amplitudy drgan w funkcji czasu na przebieg amplitudy sktadowych harmonicz-
nych drgan w funkcji czestotliwosci, a nastepnie informacje o zmierzonej wielkosci amplitudy sktado-
wych harmonicznych drgan powierzchni badanego materiatu poréwnuje sie z informacjg o wielkoSci
amplitudy sktadowych harmonicznych drgan powierzchni badanego materiatu bez rozwarstwienia
okreslajac na tej podstawie wielko$¢ rozwarstwienia oraz gtebokosc¢ jego zalegania w badanym mate-
riale. Przedmiotem wynalazku jest réwniez uktad do badania przyczepnosci materiatéw do podtoza.

Sposdb pomiaru przyczepnosci powtoki do podioza przez akustyczne podtgczenie transduktora
za posrednictwem cienkiej warstwy znany z europejskiego opisu patentowego nr EP1562034, polega
na emitowaniu ultradzwiekéw za pomocg transduktora w kierunku podtoza i powtoki, na wychwytywa-
niu ciggu ech bedacych wynikiem odbi¢ ultradZzwiekéw na powierzchniach podtoza i powtoki, i na obli-
czeniu stosunku amplitudy dwéch kolejnych ech, znamienny tym, ze pomiar jest przeprowadzany
w powietrzu i tym, Ze sposéb polega rowniez na przytozeniu transduktora do podfoza za pomocg cien-
kiej warstwy Zelu, na obliczeniu wspétczynnika jakosci powtoki okreslonego przez stosunek miedzy
amplitudami ech odpowiadajgcych dwém pierwszym odbiciom na granicy faz podtoze-powtoka po
przejsciu przez podtoze lub na granicy faz powtoka-powietrze po przejsciu przez poditoze i powtoke,
i na okresleniu przyczepnosci powtoki na podstawie funkcji zaleznosci pomiedzy wspétczynnikiem
jakosci i naprezeniem przy zerwaniu powtoki, otrzymanym uprzednio przez préby mechaniczne na
prébkach wzorcowych.

Istota sposobu, wedtug wynalazku polega na tym, ze na powierzchnie podtoza nanosi sig, co
najmniej dwa elementy grubowarstwowe w postaci matrycy, przy czym kazdy z elementéw grubowar-
stwowych nanosi sie o innej geometrii pola powierzchni, a nastepnie struktury stanowigce elementy
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grubowarstwowe naniesione na podtoza, suszy sie oraz wypala znanymi technikami, po czym mierzy
sie parametry elektryczne kazdego elementu grubowarstwowego, korzystnie rezystancje na kwadrat
i/lub wzgledng przenikalnos¢ elektryczna, a nastepnie poréwnuje sie i analizuje parametry elektryczne
wszystkich elementéw grubowarstwowych naniesionych na badang powierzchnie podtoza, przy czym
warstwa gruba naniesiona w postaci elementéw grubowarstwowych jest kompatybilna z podtozem
i/lub przewodzaca warstwa gruba, jezeli zmierzone parametry elektryczne elementéw grubowarstwo-
wych nie zalezg od geometrii, zas w przypadku, gdy parametry elektryczne elementéw grubowar-
stwowych zalezg od geometrii elementow grubowarstwowych, to warstwa gruba nie jest kompatybilna
z podtozem i/lub przewodzaca warstwa gruba.

Korzystnie, na powierzchnie podtoza nanosi sie matryce zawierajaca co najmniej dwa elementy
grubowarstwowe o zadanej dtugosci i szerokosci.

Korzystnie, na powierzchnie podtoza nanosi sie matryce zawierajaca co najmniej dwa elementy
grubowarstwowe o takiej samej geometrii pola powierzchni, dla ktérych analizuje sie rozrzut Sredniej
rezystancji na kwadrat.

Korzystnym jest rowniez to, ze kompatybilnos¢ warstwy grubej z podtozem ocenia sie podsta-
wie analizy statystycznej i/lub analizy graficznej zmierzonych parametrow elektrycznych elementow
grubowarstwowych.

Korzystnie, co najmniej dwa elementy grubowarstwowe nanosi sie na powierzchnie podioza
Z naniesiong przewodzaca warstwg grubg lub na powierzchnie podioza z naniesionymi co najmnigj
dwoma elementami grubowarstwowymi nanosi sie przewodzacg warstwe gruba.

Sposob, wedtug wynalazku, pozwala na wstepng analize kompatybilnosci w oparciu na pomia-
rach srednich parametrow elektrycznych i ich sredniej warto$ci rozrzutu bez uzycia specjalistycznego
i drogiego sprzetu pomiarowego.

Przedmiot wynalazku objasniony jest w przyktadach i uwidoczniony na rysunkach, na ktérym
fig. 1 - przedstawia matryce do oceny kompatybilnosci rezystorow grubowarstwowych z podiozem
i przewodzacg warstwe grubg w widoku z goéry, fig. 2 - przekréj poprzeczny przez jeden rezystor gru-
bowarstwowy z przewodzaca warstwg grubg naniesiony na podtoze, fig. 3 - matryce do oceny kompa-
tybilnoéci przewodzacej warstwy grubej z podtozem w widoku z géry, fig. 4 - przekrdj poprzeczny
przez przewodzaca warstwe grubg naniesiong na podtoze, fig. 5 - matryce do oceny kompatybilnosci
grubowarstwowych dielektrykéw z podtozem i przewodzgcymi warstwami grubymi w widoku z gory,
a fig. 6 - przekrdj poprzeczny przez przewodzace warstwy grube i warstwe dielektryczng naniesiong
na podioze.

Przyktad 1

Sposdb badania kompatybilno$ci warstw grubych, w szczegdlnoéci z podtozem, polega na tym,
ze na powierzchnie ceramicznego podtoza PP z naniesiong przewodzacg warstwg grubg MM nanosi
sie trzydziesci sze$¢ grubowarstwowych rezystorow RR wykonanych z cermetu w postaci matrycy,
ktére roznig sie geometrig pola powierzchni. Naniesione warstwy suszy sie w temperaturze 100°C
i wypala w temperaturze 880°C w czasie 1 godziny. Po czym dla kazdego grubowarstwowego rezysto-
ra RR mierzy sie rezystancje na kwadrat bedaca jego parametrem elektrycznym, poréwnuje sie i ana-
lizuje zmierzone rezystancje na kwadrat. Zmierzone parametry elektryczne grubowarstwowych rezy-
storow RR nie zalezg od ich geometrii, zwtaszcza dla rezystoréw grubowarstwowych RR o wigkszej
powierzchni, a zatem naniesiona cermetowa warstwa gruba jest kompatybilna z ceramicznym podto-
zem PP lub przewodzacg warstwg grubg MM.

Przyktad 2

Sposdb badania kompatybilnosci warstw grubych, w szczegdlnosci z podiozem przebiega jak
w przyktadzie pierwszym z tg réznica, ze dodatkowo analizuje sie rozrzut wartosci sredniej rezystancji
na kwadrat, poniewaz jest on znacznie wiekszy niz warto$ci odniesienia uznaje sie warstwe grubg za
niekompatybilng z podtozem PP albo z przewodzacg warstwg grubg MM.

Przyktad 3

Sposdb badania kompatybilnosci warstw grubych, w szczegdlnoéci z podtozem, polega na tym,
ze na powierzchnie ceramicznego podioza PP nanosi sie trzydziedci sze$é przewodzacych warstw
grubych MM wykonanych z cermetu w postaci matrycy, ktére réznig sie geometrig pola powierzchni.
Naniesione warstwy suszy sie w temperaturze 100°C i wypala w temperaturze 880°C w czasie 1 go-
dziny. Po czym dla kazdej przewodzacej warstwy grubej MM mierzy sie rezystancje na kwadrat beda-
cq jej parametrem elektrycznym, poréwnuje sie i analizuje zmierzone warto$ci rezystancje na kwadrat.
Zmierzone parametry elektryczne przewodzacych warstw grubych MM nie zalezg od ich geometrii, dla
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przewodzacych warstw grubych MM o wiekszej powierzchni, a zatem naniesiona przewodzgca war-
stwa gruba MM jest kompatybilna z ceramicznym podtozem PP.

Przyktad 4

Sposoéb badania kompatybilnosci warstw grubych, w szczegdélnosci z podtozem, polega na tym,
ze na powierzchnie ceramicznego podtoza PP z naniesiong przewodzaca warstwg grubg MM nanosi
sie trzydziesci sze$¢ grubowarstwowych dielektrykow DD wykonanych z cermetu w postaci matrycy.
Nastepnie nanosi sie przewodzacg warstwe grubg na powierzchnie grubowarstwowych dielektrykéw
DD. Naniesione warstwy suszy sie w temperaturze 100°C i wypala w temperaturze 880°C w czasie
1 godziny. Po czym dla kazdego grubowarstwowego dielektryka DD mierzy sie wzgledng przenikal-
nosc¢ elekiryczng bedacy jego parametrem elektrycznym, poréwnuije sie i analizuje zmierzone wzgled-
ne przenikalnos$ci elektryczne. Zmierzone parametry elektryczne grubowarstwowych dielektrykéw DD
nie zalezg od geometrii dla grubowarstwowych dielektrykéw DD o wiekszym polu powierzchni, a za-
tem naniesiona cermetowa warstwa gruba jest kompatybilna z ceramicznym podtozem PP i przewo-
dzacg warstwg grubg MM.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb badania kompatybilnosci warstw grubych, w szczegdélnosci z podiozem, znamienny
tym, ze na powierzchnie podtoza (PP) nanosi sie, co najmniej jeden element grubowarstwowy (DD,
RR, MM) w postaci matrycy, przy czym kazdy z elementéw grubowarstwowych (DD, RR, MM) nanosi
sie o innej geometrii pola powierzchni, a nastepnie struktury stanowigce elementy grubowarstwowe
(DD, RR, MM) naniesione na podtoza (PP), suszy sie oraz wypala znanymi technikami, po czym mie-
rzy sie parametry elektryczne kazdego elementu grubowarstwowego (DD, RR, MM), korzystnie rezy-
stancje na kwadrat i/lub wzgledna przenikalno$¢ elektryczna, a nastepnie poréwnuje sie i analizuje
parametry elektryczne wszystkich elementéw grubowarstwowych (DD, RR, MM) naniesionych na ba-
dang powierzchnie podtoza (PP), przy czym warstwa gruba naniesiona w postaci elementéow grubo-
warstwowych (DD, RR, MM) jest kompatybilna z podiozem (PP) i/lub przewodzaca warstwg grubg
(MM), jezeli zmierzone parametry elektryczne elementéw grubowarstwowych (DD, RR, MM) nie zale-
29 od geometrii, za$ w przypadku, gdy parametry elektryczne elementéw grubowarstwowych (DD, RR,
MM) zalezg od geometrii elementéw grubowarstwowych (DD, RR), to warstwa gruba nie jest kompa-
tybilna z podtozem (PP) i/lub przewodzgcq warstwg grubg (MM).

2. Sposéb, wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze na powierzchnie podfoza (PP) nanosi sie ma-
tryce zawierajaca, co najmniej dwa elementy grubowarstwowe (DD, RR, MM) o zadanej dtugosci
i szerokosci.

3. Sposéb, wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze na powierzchnie podfoza (PP) nanosi sie ma-
tryce zawierajgca, co najmniej dwa elementy grubowarstwowe (DD, RR, MM) o takiej samej geometrii
powierzchni, dla ktérych analizuje sie rozrzut $redniej rezystancji na kwadrat.

4. Sposob, wedtug zastrz. 1 albo 3, znamienny tym, ze kompatybilno$¢ warstwy grubej z pod-
tozem (PP) ocenia sie na podstawie analizy statystycznej i/lub analizy graficznej zmierzonych parame-
trow elektrycznych elementéw grubowarstwowych (DD, RR, MM).

5. Sposdb, wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze co najmniej dwa elementy grubowarstwowe
(DD, RR) nanosi sie na powierzchnie podtoza (PP) z naniesiong przewodzacg warstwg grubg (MM).

6. Sposoéb, wediug zastrz. 1, znamienny tym, Zze na powierzchnie podtoza (PP) z naniesionymi
co najmniej dwoma elementami grubowarstwowymi (DD, RR) nanosi sie przewodzaca warstwe
grubg (MM).
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